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Ai Support（保守契約）のご紹介
● ご加入装置にトラブルが発生した際には、優先的な対応を行います。
　また、定期点検時に装置状態を把握しているため、トラブル対処の処置・診断を迅速に行います。
● 定期点検により、機器が正常に稼働しているかどうかの診断を行い、的確な整備によりトラブルを未然に
　防ぎ装置稼働率を向上させます。
● 定額料金に点検費用・修理費用が含まれていますので、保守費用の予算化が容易に行えます。
　製品ライフサイクルにわたり、計画的に装置維持管理費を予算化できます。

■保守プランの概要
安心のオンコール修理を希望されるお客様へ
●プラチナ：定期点検、整備交換部品（Complete）、オンコール修理作業費、修理部品（消耗部品を除く）のすべてを含んだ

充実のサポートプランです。
特別な場合を除き年間Ai Support料金以外の費用は発生しません。

● ホワイト：定期点検、整備交換部品（Value）、オンコール修理作業費を含んだベーシックプランです。
● シルバー：定期点検、オンコール修理作業費をセットにした部品費を含まないプランです。

プラン内容

点検

定期点検（年1回）

整備交換部品（Value※1）

整備交換部品（Complete※2）

修理

オンコール修理

修理交換部品※3

消耗品

その他 交通費

プラン名 プラチナ ホワイト シルバー
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※1 ご契約で定められた必要最低限の整備交換部品を交換します。ご契約以外の部品交換が必要となった場合、別途費用を申し受けます。
※2 定期点検時に上記Value部品に加え、フィールドエンジニアが必要と判断したすべての部品を交換します。
※3 オンコール修理訪問で復旧に使用した部品費を含みます（消耗部品は別途費用を申し受けます）。

詳細は、（株）島津アクセスへお問合せください。　https://www.sac.shimadzu.co.jp/
本サービスの内容、料金は予告なく改定される場合がございます。予めご了承ください。
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本製品は、JST先端計測分析技術・機器開発プログラムの一環として実用化されました。
本製品とは一部構成が異なる装置を用いて取得したデータが含まれます。

HR-SPM：High Resolution Scanning Probe Microscope

活きたナノ世界を観る
HR-SPMは周波数検出方式を採用した

新世代の走査型プローブ顕微鏡です。

大気中・液中における超高分解能観察だけでなく、

固液界面の水和・溶媒和の測定が初めて

可能となりました。

HR-SPMの特長
高分解能

FM方式を採用

大気・液中でのノイズを従来比1/20に低減

真空型SPMの性能を大気中・液中で実現

局所的な固液界面の構造計測が可能

操作性の向上
HTスキャナの搭載により、観察エリアが拡大、さらに高速に！

デュアルモニター、信号表示機能により、フレキシビリティが格段に向上！

従 来 の S P M ( 走 査 型プ ローブ 顕 微 鏡 ) / A F M（ 原 子 間 力 顕 微 鏡 ）は 、一 般 に A M（ 振 幅 変 調 ）方 式で す が 、

FM（周波数変調）方式は、原理的に高感度測定法であり、より高い分解能での撮像が可能となります。

SPM：Scanning Probe Microscope
AFM：Atomic Force Microscope
AM  ：Amplitude Modulation
FM  ：Frequency Modulation

SPM-8100FM
High Resolution Scanning Probe Microscope
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試料：PbPc/MoS2

リゾチーム（110）面の結晶構造モデル

有 機ディスプレイや 色 素 増 感 太 陽 電 池 に 用 いられるフタロシアニンの 結 晶で す。分 子 中 央 の 金 属 原 子

を取り囲む四つ葉状の形状が大気中でも観察されました。

純水中でのカルサイト表面構造

の 原 子 分 解 能 観 察で す。左 図 の

画像にはカルサイト表面の欠陥

が見えます。

シャーレ型溶液セル（オプション）を使用

混合溶液中で NaCl 単結晶表面

に エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 し た

Na2MgCl4 結晶を観察しています。

結 晶 構 造 が 観 察 で き る の で 、

混 晶 系 の 試 料 の 構 造 特 定 に

応 用できます。

11.1 nm

3.8 nm

（110）

43 helices 5 nm

（Na, Mg）Cl?

NaCl

NaCl MgCl2

Na

5.64 A2.82 A

3.99 A

Cl

SPM-8100FM
High Resolution Scanning Probe Microscope

鉛フタロシアニン結晶薄膜の分子配列構造

卵白由来のリゾチームを飽和水溶液中で観察しました（左図）。表面ユニットセル（右図中の破線四角）内に、

相当する個々の蛋白質分子（左図中の○印）が観察されます。従来の AFM では、ユニットセルの内部まで

は撮像できませんでしたが、HR-SPM により初めて４つの蛋白質分子が観察され 、右のモデル図と一致す

ることが確認できました。

欠陥

2.00 nm 8.00 × 8.00 nm 10.00 nm 21.00 × 21.00 nm

[010][421]

[010]

[421]

AM方式

液中原子分解能観察

KPFM：Kelvin Probe Force Microscope

FM方式

AM方式

KPFM機能は特注です

FM方式

2.0×2.0 nm

Pt触媒粒子の大気中KPFM観察 1）

NaCl表面の原子配列を飽和水溶液中

で 観 察して い ま す。従 来 の A F M（ A M

方式：左）では、ノイズに埋もれている

原 子 が、F M 方 式（右）で は 鮮 明 に観 察

されます。

F M 方 式で は 、真 の 原 子 分 解 能（ T r u e 

Atomic Resolut ion）が得られます。

T i O 2 基 板 上 の P t 触 媒 粒 子 を 識 別し 、

K P F M により表 面 電 位を測 定しました。

数nmサイズのPt 粒子の基板との電荷の

やりとりが 観 察されています。右 図 中、

赤 ○ 領 域 は ＋ 電 位、青 □ 領 域 は － 電 位

です。KPFMにおいても、圧倒的に分解能

が向上していることがわかります。

従来のSPM/AFMとの違い 液中観察例

大気中観察例

50.00 nm

-0.80
［V］

100.00 x 100.00 nm

0.25
［V］

50.00 nm 100.00 x 100.00 nm

大 気 中

液 中

蛋白質結晶の分子配列 2）

混晶系の結晶構造

カルサイト劈開面の原子構造 3）

4 5
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水和構造のモデル図

従来のAFMによるフォースカーブ FM方式によるフォースカーブ 4）

水和距離

水分子

r23

r12

水和・溶媒和を計測する際の、カンチレバーが受ける力の変動は非常に小さいため、超高感度なFM方式

により初 めて計 測 することが 可 能となりました 。Z - X 断 面 の 水 和・溶 媒 和 構 造 計 測 だ けで なく、Z - X Y の

三次元構造解析も可能です。HR-SPMは表面観察だけではなく、固液界面の構造解析装置に進化します。

FM方式による水和計測 固液界面の三次元水和構造観察・解析 5）

マイカ表面の層状の水和構造が
三層目まで可視化されている。

固体と接する液体は層状に構造化することが知られ

ており、それを溶媒和、水の場合は水和と呼びます。

バ ルク液 体とは 異 なった 特 徴 的 な 構 造 は 、液 相 内

で の 溶 解、化 学 反 応、電 荷 移 動、濡 れ 、潤 滑、熱 伝 導

など固液界面が果たす役割を大きく支配していると

考えられています。

しかし、水 和・溶 媒 和 構 造 は 、非 常 に 薄 い 層 で ある

た め、実 験 的 に計 測 することは 簡 単で はありません。

とりわけ、表面の面内方向に不均一な構造はこれまで

検知できませんでした。

１．液中で HR-SPM を動作させ、カンチレバーを固体試料表面に設定値（Δfmax）まで高精度に近づけます。

２．その際にカンチレバー先端の探針が受ける力をフォースカーブ法により計測します。

３．固液界面のごく近傍において、試料に応じて特徴的な力（Δ f）の変動が得られます。

４．力の変動は水和・溶媒和に起因しており、層状に構造化した液体に関する知見が得られます。

５．X 方向に連続取得（Z-X 計測）することにより、一断面での水和・溶媒和構造が可視化できます。

６．さらに、Z-X 計測を Y 方向に取得していくことで、三次元マッピングデータの取得が可能です。

● マッピングデータの三次元表示
● マッピングデータから二次元画像データの抽出・表示
● 二次元画像データ上で指定した一次元データの表示・解析

シャーレ型溶液セル（オプション）を使用

三次元マッピングデータの解析専用のソフトウェアです。水和･溶媒和構造のデータの解析を強力にサポート

します。

固体試料

固液界面

水分子密度

密度分布関数 g(z)

水和・溶媒和計測の概念図水和・溶媒和計測の模式図

z
AFM探針

力の
変動

フォース
カーブ 試料表面

Z-X計測

相互作用力
疎

密

疎

密
密

大
小

大

三次元表示二次元画像データ

一次元データ

x

tip scanning trace
　　　 AFM 探針

y

0

zz

Δ f Δ fmax 

Z

1.
5 

nm

Z-X mapping of      f

∇

3 nm

3rd layer

2nd layer

1st layer

Surface

X

SPM-8100FM
High Resolution Scanning Probe Microscope

X=3nmX=3nm Y=2.3nm Y=2.3nm

Z=
1.

6n
m

Z=
1.

6n
m

水和・溶媒和構造の測定例

水和・溶媒和の計測方法

解析ソフトウェア

水和・溶媒和とは

従来のAFMとの違い

6 7
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Z - X 計 測（左 図）で 凸 部 が ベンゼン環、凹 部 が 親 水 性 官 能 基 の 位 置 にあ たります。それぞ れ の 位 置で の

フォースカーブ（Z -Δ f 曲 線）から、親 水 基 がある凹 部で は 水 分 子 の 局 在 による強 い 水 和 が 見られます。

このデータから、下図のモデルのように、水分子は極性基と水素結合し、安定化していると考えられます。

グラファイト上に形成された1-デカノール分子膜を観察しました（左図）。デカノール2分子が一つの組と

なり帯状の分子膜が形成されている様子が観察されています。吸着分子層に接したデカノール液体の断面

構造を計測しました（右図）。液体のデカノールが層状に構造化していることや面内方向に不均一な分布が

存在することが分かります。

ダイナミックモードで振動しているカンチレバーの周波数を計測して試料との相互作用を検出します。具体的に

は、カンチレ バーの 周 波 数シフト（Δ f）が 一 定 になるように、カンチレ バーを非 接 触 状 態で 動 作させます。従 来

よりも20倍以上高感度な力検出が可能となり、像の分解能が向上します。
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設置室の望ましい空調条件は
以下の通りです。
　温度：23℃±5℃
　湿度：60%以下（結露しないこと）

ホストコンピュータ

光学顕微鏡

同軸落射照明

SPMユニット

コントロールユニット
各種デジタル信号処理

ドライバーユニット
高圧信号発生
モーター制御

アナログユニット
各種信号 I/O

アンプユニット
光てこ信号用アンプ/各種フィルタ

FMユニット

制御ユニット

※O Aテーブルはオプションです。
※デュアルモニター仕様は、オプションで す。

FM復調器

設置室の環境
本装置の運転には、次の電源が必要です。
　単相 AC100 V　50/60 Hz　15 A　2口
　接地 D種

電源

SPMユニット：幅200 × 奥行き220 × 高さ370（mm） 約10 kg
制御ユニット：幅600 × 奥行き600 × 高さ1300（mm） 約130 kg

装置寸法 及び重量

1.SPMユニット
分解能
SPMヘッド
 
 

スキャナ

ステージ

Z軸粗動機構

光学顕微鏡

除振機構

XY：0.2 nm、Z：0.01 nm
変位検出系
光源
 
 
検出器
変位換算ノイズレベル
駆動素子
最大走査範囲
試料最大形状
試料交換方式
試料固定方式
XYステージ
方式
最大可動範囲
CCD

レンズ

照明
除振台

光源／光てこ／検出器
レーザーダイオード

（635 nm、5 mWmax、On／Off可能）
試料交換中もカンチレバーに対して連続照射
フォトディテクター
20fm/√Hz以下
チューブ型ピエゾ素子
10.0 µm × 10.0 µm × 1.0 µm（X・Y・Z）
ø38 mm × 8 mm
ヘッドスライド機構
マグネットによる固定
10 mm × 10 mm
ステッピングモーターによる全自動機構
10 mm
素子サイズ：1/3インチ
有効画素数：1024×768
作動距離：65 mm
光学倍率：4倍
同軸落射照明
SPMユニットに内蔵

2.制御ユニット
コントロールユニット

ドライバユニット

アナログユニット

フィードバック
通信インターフェイス
X･Y軸制御
Z軸制御
入力電圧
分解能
サンプリング周波数
入力信号

デジタル制御方式
1000Base-T、TCP／IPプロトコル
－211～＋211 V／16 bit
－211～＋211 V／16 bit
－10～10 V
16 bit
200 kHz
8系統

ホストコンピュータ

 
モニター

メインメモリ
外部記憶装置
 
通信インターフェース
OS
パネル

16 GB以上
内蔵ハードディスク 250 GB以上　
CD-RWドライブ 1基
1000Base-T、TCP／IPプロトコル
Windows®10 Professional 64 bit 日本語版
21インチワイドTFT液晶
表示画素 1920 × 1080ピクセル

3.データ処理装置

オンライン
 

オフライン

観察画面
 
走査モード
コントロール画面
一覧表示
画像表示、解析

最大8画面　同時表示可能
走査中の断面形状の表示が可能
XY、ZX、ZXY　切替可能
観察条件の設定が可能
サムネイルによる一覧表示が可能
画像データの表示、画像処理・解析が可能
三次元マッピングデータの表示、解析が可能

4.ソフトウェア

SPM-8100FM
High Resolution Scanning Probe Microscope

モニター

増設モニター

デュアルモニター仕様に変更するための
セカンドモニター。接続ケーブルを含みます。

粒子解析ソフトウェア

画像データから複数の粒子を抽出し、
各粒子に対する特徴量を解析できます。

信号モニター

任意の信号を取り込み、
オンラインソフトアェアで表示できます。

静電気除去器

試料やカンチレバーの帯電を
除去する際に使用します。

カンチレバー取り付け治具

カンチレバーの取り付けが
簡単・確実に行えます。

空気ばね式除振台

床置きのパッシブ除振台です。
空気源が必要です。

アクティブ除振台

卓上型のアクティブ除振台です。
電源のみで動作します。

専用架台付きアクティブ除振台

専用の架台をセットした
アクティブ除振台です。

狭域スキャナ（2.5 µmスキャナ）

より狭域の範囲の観察ができます。
X・Y : 2.5 µm  Z : 0.3 µm

中域スキャナ（30 µmスキャナ）

より広い範囲の観察ができます。
X・Y : 30 µm  Z : 5 µm

ファイバーライト

同軸落射照明（標準付属）以外に斜め
からの照明が必要な時に使用します。

シャーレ型溶液セル

液中観察に使用します。専用
カンチレバーホルダが付属します。

設置例

制御ユニット

電源

ホスト
コンピュータ

信号モニター
（オプション）

3000
電源

除振台（一例：W900×D700）（オプション） テーブル（一例：W1200×D800）（オプション）

ガス（空気ばね式除振台の場合）

テーブルタップ

W600×D600×H1300
約130 kg

同軸落射
照明 SPMユニット

単位：mm

モニター モニター（オプション）

主な仕様

オプション

装置外観

設置仕様
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－211～＋211 V／16 bit
－211～＋211 V／16 bit
－10～10 V
16 bit
200 kHz
8系統

ホストコンピュータ

 
モニター

メインメモリ
外部記憶装置
 
通信インターフェース
OS
パネル

16 GB以上
内蔵ハードディスク 250 GB以上　
CD-RWドライブ 1基
1000Base-T、TCP／IPプロトコル
Windows®10 Professional 64 bit 日本語版
21インチワイドTFT液晶
表示画素 1920 × 1080ピクセル

3.データ処理装置

オンライン
 

オフライン

観察画面
 
走査モード
コントロール画面
一覧表示
画像表示、解析

最大8画面　同時表示可能
走査中の断面形状の表示が可能
XY、ZX、ZXY　切替可能
観察条件の設定が可能
サムネイルによる一覧表示が可能
画像データの表示、画像処理・解析が可能
三次元マッピングデータの表示、解析が可能

4.ソフトウェア

SPM-8100FM
High Resolution Scanning Probe Microscope

モニター

増設モニター

デュアルモニター仕様に変更するための
セカンドモニター。接続ケーブルを含みます。

粒子解析ソフトウェア

画像データから複数の粒子を抽出し、
各粒子に対する特徴量を解析できます。

信号モニター

任意の信号を取り込み、
オンラインソフトアェアで表示できます。

静電気除去器

試料やカンチレバーの帯電を
除去する際に使用します。

カンチレバー取り付け治具

カンチレバーの取り付けが
簡単・確実に行えます。

空気ばね式除振台

床置きのパッシブ除振台です。
空気源が必要です。

アクティブ除振台

卓上型のアクティブ除振台です。
電源のみで動作します。

専用架台付きアクティブ除振台

専用の架台をセットした
アクティブ除振台です。

狭域スキャナ（2.5 µmスキャナ）

より狭域の範囲の観察ができます。
X・Y : 2.5 µm  Z : 0.3 µm

中域スキャナ（30 µmスキャナ）

より広い範囲の観察ができます。
X・Y : 30 µm  Z : 5 µm

ファイバーライト

同軸落射照明（標準付属）以外に斜め
からの照明が必要な時に使用します。

シャーレ型溶液セル

液中観察に使用します。専用
カンチレバーホルダが付属します。

設置例

制御ユニット

電源

ホスト
コンピュータ

信号モニター
（オプション）

3000
電源

除振台（一例：W900×D700）（オプション） テーブル（一例：W1200×D800）（オプション）

ガス（空気ばね式除振台の場合）

テーブルタップ

W600×D600×H1300
約130 kg

同軸落射
照明 SPMユニット

単位：mm

モニター モニター（オプション）

主な仕様

オプション

装置外観

設置仕様



SPM
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SPM-8100FM
高分解能 走査型プローブ顕微鏡 
High Resolution Scanning Probe Microscope

C147-3091B

Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Ai Support（保守契約）のご紹介
● ご加入装置にトラブルが発生した際には、優先的な対応を行います。
　また、定期点検時に装置状態を把握しているため、トラブル対処の処置・診断を迅速に行います。
● 定期点検により、機器が正常に稼働しているかどうかの診断を行い、的確な整備によりトラブルを未然に
　防ぎ装置稼働率を向上させます。
● 定額料金に点検費用・修理費用が含まれていますので、保守費用の予算化が容易に行えます。
　製品ライフサイクルにわたり、計画的に装置維持管理費を予算化できます。

■保守プランの概要
安心のオンコール修理を希望されるお客様へ
●プラチナ：定期点検、整備交換部品（Complete）、オンコール修理作業費、修理部品（消耗部品を除く）のすべてを含んだ

充実のサポートプランです。
特別な場合を除き年間Ai Support料金以外の費用は発生しません。

● ホワイト：定期点検、整備交換部品（Value）、オンコール修理作業費を含んだベーシックプランです。
● シルバー：定期点検、オンコール修理作業費をセットにした部品費を含まないプランです。

プラン内容

点検

定期点検（年1回）

整備交換部品（Value※1）

整備交換部品（Complete※2）

修理

オンコール修理

修理交換部品※3

消耗品

その他 交通費

プラン名 プラチナ ホワイト シルバー

〇

Completeに含む

〇

〇

〇

̶

〇

〇

〇

̶

〇

̶

̶

〇

〇

̶

̶

〇

̶

̶

〇

※1 ご契約で定められた必要最低限の整備交換部品を交換します。ご契約以外の部品交換が必要となった場合、別途費用を申し受けます。
※2 定期点検時に上記Value部品に加え、フィールドエンジニアが必要と判断したすべての部品を交換します。
※3 オンコール修理訪問で復旧に使用した部品費を含みます（消耗部品は別途費用を申し受けます）。

詳細は、（株）島津アクセスへお問合せください。　https://www.sac.shimadzu.co.jp/
本サービスの内容、料金は予告なく改定される場合がございます。予めご了承ください。

分析計測事業部  604-8511  京都市中京区西ノ京桑原町1

101-8448

530-0012

060-0807
980-0021
963-8877
305-0031

330-0843

220-0004

（03）3219-（官公庁担当） 5631・（大学担当） 5616・（会社担当） 5721

（06）6373-（官公庁・大学担当） 6541・（会社担当） 6556
（011）700-6605
（022）221-6231
（024）939-3790

（029）851-（官公庁・大学担当） 8511・（会社担当） 8515

（048）646-（官公庁・大学担当） 0095・（会社担当） 0082

（045）311-（官公庁・大学担当） 4106・（会社担当） 4615

422-8062
450-0001

604-8445

650-0033
700-0826
760-0017
732-0057
812-0039

（054）285-0124

（052）565-（官公庁・大学担当） 7521・（会社担当） 7532

（075）823-（官公庁・大学担当） 1604・（会社担当） 1602
（078）331-9665
（086）221-2511
（087）823-6623
（082）236-9652

（092）283-（官公庁・大学担当） 3332・（会社担当） 3334
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東 京 都 千 代 田 区 神 田 錦 町 1 丁 目 3

大阪市北区芝田1丁目1-4  阪急ターミナルビル14階

札幌市北区北七条西2丁目8-1　札幌北ビル9階
仙台市青葉区中央2丁目9-27 プライムスクエア広瀬通12階
郡 山 市 堂 前 町 6 - 7   郡 山 フ コク 生 命 ビ ル 2 階
つ　く　ば　市　吾　妻　3　丁　目　17　-　1

さいたま市大宮区吉敷町1-41 明治安田生命大宮吉敷町ビル8階

横浜市西区北幸2丁目8-29  東武横浜第3ビル7階

静岡市駿河区稲川2丁目1-1　伊伝静岡駅南ビル2階
名古屋市中村区那古野1丁目47-1 名古屋国際センタービル19階

京 都 市 中 京 区 西 ノ 京 徳 大 寺 町 1

神 戸 市 中 央 区 江 戸 町 9 3  栄 光 ビ ル 9 階
岡山市北区磨屋町3-10  岡山ニューシティビル6階
高 松 市 番 町 1 丁 目 6 - 1   高 松 N K ビ ル 9 階
広島市東区二葉の里3丁目5-7 GRANODE広島5階
福 岡 市 博 多 区 冷 泉 町 4 - 2 0   島 津 博 多 ビ ル 4 階

東 京 支 社

関 西 支 社

札 幌 支 店
東 北 支 店
郡山営業所
つくば支店

北関東支店

横 浜 支 店

静 岡 支 店
名古屋支店

京 都 支 店

神 戸 支 店
岡山営業所
四 国 支 店
広 島 支 店
九 州 支 店

本文書に記載されている会社名、製品名、サービスマークおよびロゴは、各社の商標および登録商標です。
なお、本文中では「TM」、「®」を明記していない場合があります。
本製品は、医薬品医療機器法に基づく医療機器として承認・認証等を受けておりません。
治療診断目的およびその手続き上での使用はできません。
トラブル解消のため補修用部品・消耗品は純正部品をご採用ください。
外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

https://www.an.shimadzu.co.jp/


